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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien ’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IE C sources:

® Bulletin de la CEX

@® Rappert d’activité de la CEI

Publif annuellement

@® Catalpgue des publications de Ia CEI

Publi¢ annuellement

Terminolpgie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera ¥
technique [nternational (V.E.I.), qui est établie sous forme d
chapitres péparés traitant chacun d’un sujet défin
général étant publié séparément. Des détails comple
V.E.I. pey

Les tern
ont été soj
fins de cet

Pour le: boles littérayx et signes
d’usage gé steur Consultera:
— la Pu littéraux a utiliser

en éleg
— laPu mboles graphiques recom-
mandgs.

Les symboles et signés.conenus dans la présente publication
ont été soft répris’ des Publications 27 ou 117 de la CEl, soit
spécifiquemnent approuvés aux fins de cette publication.

® IEC Bulletin

® Report on IEC Activities

ed to IEC Publi-
cabulary (I.E.V.),
ters each dealing
g published as a
ill be supplied on

¢ terms and definitions contained in the gresent publication
dve either been taken from the I.E.V. or have keen specifically
approved for the purpose of this publication

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols Id signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to bg used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the presznt publication
have either been taken from IEC Publicatipns 27 or 117, or
have been specifically approved for the purgose of this publi-

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes '

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la couver-
ture, qui énumérent les autres publications de la CE I préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

cation.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover,
whichlist other I E Cpublicationsissued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Dixiéme partie: Spécification intermédiaire :
Condensateurs fixes chipses a diélectrique en céramique multicouche
Choix des méthodes d’essai et régles générales

PREAMBULE

mitts d’Etudes
es..re possible

1) |Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions j¢Chai
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions,’¢
un accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréé telles onaux.

N
~

haux adoptent
nitionales le
deit, dans la

=)
~

Dans le but d’encourager 'unification internationale, la C
dans leurs régles nationales le texte de la recommandatie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 10: Sectional specification:
Fixed multilayer ceramic chip capacitors
Selection of methods of test and general requirements

FOREWORD

1) The formgl decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technica } i the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as he i ipnal
cons :nsus|of opinion on the subjects dealt with.

2) They havq the form of recommendations for international use and they are mittees in fhat

sense:,

3) In order tp promote international unification, the IEC expresses the wish that X 3 pittees should adopt|the
text of th¢ IEC recommendation for their national rules in so 3 permit. Any divergdnce
betwsen the TEC recommendation and the corresponding natio: r as possible, be clearly indicated in
the latter.

This starjdard has been preparte ittee No. 40, Capacitors and Resistors for

Electrcnic Equipment.

A draft was discusse the ing held i an ¥ 1973. As a result of this meeting, a revised draft,
Document 40(Central@e ‘ i ¢ National Committees for approval under the Bix
 Months’ Rille in July 1974 nts, Document 40(Central Office)425, were submitfed

to the Natipnal Commyftes the Two Months’ Procedure in July 1977.

The folloing cofintei igd itly in favour of publication:
Netherlands
Norway
Bels Poland
Brazil Romania
Canada South Africa (Republic of)
Denmark Spain
Egypt Sweden
Finland Switzerland
Germany Turkey
Israel United Kingdom
Italy United States of America

Japan Yugoslavia
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Dixiéme partie: Spécification intermédiaire :
Condensateurs fixes chipses a diélectrique en céramique multicouche
Choix des méthodes d’essai et régles générales

SECTION UN — GENERALITES

Domaine d’application

Objet

dans la Publication 384-1 de la C d’essai appropriées et de fixer Ig
générales pour ce type de conde d’essai et les exigences prescri
spécifications partichljere 1 eN u égal ou supérieur a celui de

Séries.de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
Modification n° 1 (1967).
Modification n°® 2 (1977).
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.

Publication 384-1:  Condensateurs fixes utilisés dans les équipements €lectroniques,

ali¢lectrique

til sés dans
ées par des
Its hybrides.

A ou une

dz choisir,
s exigences
tes dans les
la présente

(1972) Premiére partie: Terminologie et méthodes d’essai.
Publication 384-1A: Premier complément & la Publication 384-1(1972).
(1973)

Publication 384-1B: Deuxiéme complément a la Publication 384-1 (1972).
(1975)

Publication 384-1C: Troisiéme complément a la Publication 384-1 (1972).
(1977)

Publication de I'ISO :
Norme ISO 3: Nombres normaux — Séries de nombres normaux.

(1973)
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 10: Sectional speciﬁéation:
Fixed multilayer ceramic chip capacitors
Selection of methods of test and general requirements

SECTION ONE — GENERAL

1. Scope

THis standard relates to fixed unencapsulated multilayer chip capacifQrs \Q
Zlas$ 1 and Class 2, with a rated voltage not exceeding 1000 V, fop/Use
Thesp capacitors generally have metallized connecting pads and %

direcly on to substrates for hybrid circuits.

Capacitors for radio-frequency current greater than 1 A han

200 var are excluded.

2. Object

\ 3 om
Ods of testa Ents

armeh reginren ons
alf eq
3. Rclated documents

use
THis standar@ ; - vith the following publications:

[ EC| Publications
Py

(1
Py
(196

THe object of this standard is to prescribe
[E C[Publication 384-1 the appropriate mg
lor this type of capacitor. Test severities
~eferfing to this sectional Specification
degradations are normall ‘

ed Number Series for Resistors and Capacitors.
endment No. 1 (1967).

endment No. 2 {1977).

Basic Environmental Testing Procedures.

Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment,

Pyblication-6
Publication 384-17

S

(1972) Part 1: Terminology and Methods of Test.
Publication 384-1A: First supplement to Publication 384-1 (1972).
(1973)
Publication 384-1B: Second supplement to Publication 384-1 (1972).
(1975)
Publication 384-1C: Third supplement to Publication 384-1 (1972).
(1977)

[SO Publication:
ISO Standard 3: Preferred numbers — Series of preferred numbers.

(1973)
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4,

4.1

Terminologie
En complément aux termes et aux définitions appropriés figurant dans la Publication

CEI, les définitions suivantes sont applicables:

Condensateurs « chipses»

Un condensateur «chipse» est un condensateur qui est généralement de petite taill

384-1dela

e, de forme

géométrique simple, non muni de connexion souple et principalement destiné aux applications des

circuits hybrides.

4.2

4.2

4.2

44

Condensateurs fixes a diélectrique en céramique de classe 1

pérature sur le circuit.

Le diélectrique céramique est défini par son cogf

Sous-classe

e ¥ont pas linéaires, il est nécessaire de définir]
températures (voir tableau I'V, paragraphe 5.6.

¢ 4 haute permittivité et convenant aux circuits de
dlscrlmlnateurs de fréquence pour lesquels de faiblg

ibles pertes
essitant un
de la tem-

a tolérance

£ température
Es courbes de
les variations

D).

découplage
S pertes et
érarnique est
bérature de

apport & la

La sous-classe peut s’écrire sous forme codée (voir tableau V, paragraphe 5.7).

Tension nominale (Ug)

La tension nominale est la tension continue maximale qui peut étre appliquée en permanence

aux bornes d’'un condensateur, a la température nominale.

Note. — La somme de la tension continue et de la valeur de créte de la tension alternative, appliquées au
ne doit pas étre supérieure i la tension nominale. La valeur de créte de la tension alternative ne doi
la valeur déterminée & partir de la puissance réactive admissible.

condensateur,
t pas dépasser
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4. Terminology

In addition to the applicable terms and definitions of IEC Publication 384-1, the following
definitions apply:

4.1 Caip capacitors

A chip capacitor is generally a capacitor of small size, of a simple geometrical shape, not fitted

with flexible leads and mainly intended for hybrid circuit applications.

4.2 Fixed tapacitors of ceramic dielectric, Class 1

4.2.1 A capacitor specially designed and suited for resonant circuit applicatio
qtability of capacitance are essential or where a precisely define
requifed, for example for compensating temperature effects in the ¢i

high

Thg

422  Sub-(

For
tempe

Note. —

4.3 Fixed

coupl
cipac
chang

432 Sub-g
The

tempe

sub-class is defined by the maximum percentage change of capacitance within the categ

atyre range with respect to the napapimnnp at20.°C

0er

The sub-class may be expressed in code form (see Table V, Sub-clause 5.7).

4.4 Rcted voltage (Uy )

The rated voltage is the maximum d.c. voltage which may be applied continuously to the
terminations of a capacitor at the rated temperature.

Note.— The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to the capacitor shall not exceed the rated voltage.
The value of the peak alternating voltage shall not exceed the value determined by the permissible reactive

power.
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SECTION DEUX — CARACTERISTIQUES PREFERENTIELLES

5. Caractéristiques

5.1 Catégories climatiques

Les condensateurs couverts par cette norme sont classés en catégories climatiques conformément
aux régles générales de la Publication 68-1 (1968) de la CEI, Premicre partie: Généralités.

Les sévérités relatives aux essais de froid, chaleur séche et a I'essai continu de chaleur humide
doivent se situer, de préférence, dans les gammes suivantes:
Froid (essai A):
Chaleur séche (essai B):
Essai continu de chaleur humide (essai C):

Les valeurs choisies a I'intérieur de ces gammes doivent &t itant dans les
essais concernés de la Publication 68-2 de la CEI, Deuxi¢ine pa ' 3¢ais. éveétlités pour les
essais de froid et de chaleur séche sont respectiveme P& pinimale et fnaximale de
Categorle.

¢ par le chipse lui-m¢me non monté.
etes par le substrat de montage, la

SH1

25/085/21
25/085/04
+10/085/21

orme ISO 3.

SHdension de catégorie (U_)

Comme la température nominale est définie comme étant la température maximale de catégorie,
la tension de catégorie est égale 4 la tension nominale, telle qu’elle est définie dans le paragraphe 4.10
de la Publication 384-1 de la CEL

5.5 Valeurs préférentielles de la capacité nominale et valeurs de tolérances associées

5.5.1 Valeurs préférentielles de la capacité nominale

Les valeurs de capacité nominale doivent étre prises parmi celles des séries de la Publication 63
de la CEI,; les séries E3, E6, E12 et E24 sont préférentielles.
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SECTION TWO — PREFERRED RATINGS AND CHARACTERISTICS

5. Rating and characteristics

5.1 Ciimatic categories

The capacitors covered by this standard are classified into climatic categories according to the
general rules given in IEC Publication 68-1 (1968), Part 1: General.

The severities for the cold, dry heat and damp heat steady state tests shall preferably be within the
following ranges:

Cold (test A): +10°Cto —55°C
Dry heat (test B): +85°Cto +125°
Damp heat, steady state (test C): 4 to 56 days.

Valpes selected within these ranges shall be chosen from those ligte ¢ of
I EC Publication 68-2, Part 2: Tests. The severities for the cold and\dry heay er
a1d upper category temperatures respectively.

he
hal

Note. - The chip itself shows the above humidity resistance in the
capacitor is greatly influenced by the mounting substrate, the
coating.

5.1.1  Prefeyred climatic categories

5.2 Rated hemperatur@

For
tempe

5.3 Rcted

Pre
are nep

54 Categorybitage (U)

Since the rated temperature is defined as the upper category temperature, the category voltage is
ecual to the rated voltage as defined in Sub-clause 4.10 of IEC Publication 384-1.

5.5 Preferred values of rated capacitance and associated tolerance values

5.5.1 Freferred values of rated capacitance

Rated capacitance values shall be taken from the series of IEC Publication 63; the E3, E6, E12
and E24 series are preferred.


https://iecnorm.com/api/?name=c570f8a1699e3dbc56fdea44dcc84b57

— 12—

552 Tolérances préférentielles sur la capacité nominale pour les condensateurs de classe 1

TABLEAU 1
Tolérances
Séries préférentielles
Cy = 10pF Cg < 10pF
E6 +20% +2pF
E12 +10% +1pF
+5% +0,5 pF
E24 +2% +0,25 pF
+1% /\ +0/pF

5.4.3 Tolérances préférentielles sur la capacité nominale pour les copdensqreuxs classe

TABLEAU I& \
. 5
Séries préférentielles Olérance x Code littéral

=

3

+

E3et E6 - 8?/\ z
Q K— 050 S

S
<

E6 et E12

(=)

SN

N

efes valeurs préférentielles des coefficients de température nomiraux avec les
es associées, exprimées en millioniémes par degré Celsius (107¢/°C), fainsi que les

eurs de capacité inférieures a 20 pF:

) la tolérance sur le coefficient de température doit étre spécifiée dans la spécification] particuliere
ainsi que les variations de capacité admissibles aux temperatures minimale et ma ximale de
catégorie;

b) des méthodes spéciales de mesure peuvent &tre nécessaires (méthodes a étude); ces derniéres
font alors 'objet d’'un accord entre utilisateur et fournisseur.

* Les définitions du coefficient de température et de la dérive de capacité aprés cycle thermique sont données dans la
Publication 384-1B de la CEIL
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5.5.2  Preferred tolerances on rated capacitance for Class 1 capacitors

TABLE 1
Tolerances
Preferred series
Cp = 10pF Cy < 10pF

E6 +20% +2 pF
E12 +10% +1pF

+5% +0.5 pF
E24 +2% +0.25 pF

+1% m

5.5.3  Prefgrred tolerances on rated capacitance for Class 2 capacitors

TaBrLe II <\ \
N
Preferred series Tole:ances tter co
(%) e
A\ z

e\

E3 and E6 VAN —éégii - )\/ .
E6 /& \1\@ M

E6 and E12 \ (\10 \) K

\( NS

5.6 Tempen

Class

5.6.1 Table glerred rated’temperature coefficients and the associated tolerances, expressed
in paris i e Celsius (107¢/°C), and the corresponding sub-classes and codes.
For v asitance lower than 20 pF:

a) thq {olerance on the temperature coefficient shall be specified in the detail specification, ps
well as the permissible changes of capacitance at the lower and upper category temperatures;

b, special methods of measurement may be necessary (methods under consideration) and shall be
agreed between manufacturer and customer.

* The definitions of temperature coefficient and temperature cyclic drift are given in IEC Publication 384-1B.
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TaBLEAU III

Coefficient Tolérance Code littéral
de température sur le coefficient S )
nominal de température ous-classe
(1075/°C) (1076/°C) o Tolérance
+100 +30 1B A (8
0 +30 1B C G
—33 +30 1B H G
-75 +30 1B L 3
—150 +30 1B P 3
—470 +60 1B T H
=750 120 8 152 J
—1000 +250 IF ({\ K
- 1500 +250 IF / K
A (-\
+140 > ¢ = —~1000 1C -
+250 = ¢ =2 —1750 1D -

maximale et mir
millioniémes

9,

b2 Le tableau IV indique pour cHaqu

e_combugaison de
capacité admissible

exp {meg
. Ledeo ts de température et tolérances sont

ns de capacité

coefficient de

tolérance la
én milliémes pour chacune des fermpératures
exprimés en
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temperature
coefficient
(1075/°C)

Tolerance
on temperature
coefficient
(107¢/°C)

Letter code for

Tolerance

—150

120
+250
+250

<O g H=m O »

v

—1000

v

—1750

9
%D

Nates 1.|— Preferred temperature coefficients («) are underlined.

2.}— The rated temperature coefficients and their tolerances are
temperatures 20 °C and 85 °C.

3.1— A capacitor with a temperature coefficient 0-10~/°¢
130-107%/°C is designated as a CG capagi

5.6.2 Table[IV shows for each combination o

relativd

ca‘egoly temperatures. Te
pe: degree Celsius (10~ ¢/°C).

[¢d

=
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5.7 Caractéristique capacité/température™®

Condensateurs de classe 2

Dans le tableau V les valeurs préférentielles de caractéristique capacité/temperature, avec et sans
tension continue, sont indiquées par une croix ( x ). La méthode de codage de la sous-classe est
également précisée; par exemple un diélectrique avec une variation de +20% sans tension continue
appliquée, sur la plage de températures de —55 °C a 4125 °C, sera défini comme un di€lectrique

de classe 2C1.
TABLEAU V
Variation maximale de capacité en Plage de températures
pour cent sur la plage de températures et code numérique Wdant
de la catégorie climatique par rapport
Code ala capacité 2 20 °C,avecetsans | _ 55/ 15500 _55/4.85°C | — 408 Qs |+ 10/+85°C
o tension continue appliquée
littéral
de
Sans application | Avec application \
-classe : .
pous-clas de la tension de la tension 1 2 3 6
continue nominale continue
AN
2B +10 +10/-15 - \\ \/ x _
2C +20 +20/—30 x - -
2D +20/-30 +20/—40 - -
2E +20/—55 +20/-70 /Q b @ X
oF +30/-50 +30 - D
/ X M

N

La gamme de températures pour laquelle)est définie la caractéristique capacité/température est

la méme que celle de la catégorie cli@xe.

8 Dimensions

1%

Des régles e i s 'annexe A.

s** avec le

¢) Coefficient de température et sa tolérance (classe 1) ou sous-classe de diélectrique (classe 2) selon
le cas (conformément aux paragraphes 5.6 et 5.7).

d) Nom du fabricant ou marque de fabrique.
¢ ) Catégorie climatique.

f) Année et mois (ou semaine) de fabrication, éventuellement sous forme codée (voir Publication 62
de la CEI).

* La définition de la caractéristique capacité/température est donnée dans la Publication 384-1B de la CEL
#* Bn général les condensateurs chipses ne sont pas marqués sur le corps. L'ensemble du marquage doit apparaitre sur
I'emballage.
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5.7 Temperature characteristic of capacitance*

Class

2 capacitors

Table V denotes with a cross ( x ) preferred values of temperature characteristic of capacitance
with or without d.c. voltage applied. The method of coding the sub-class is also given, for example
a dielectric with a percentage change of +20% without d.c. voltage applied over the temperature

range

from —55°C to +125 °C will be defined as a dielectric of class 2C1.

TABLE V
Maximum capacitance change in % Category temperature range
within the category emperature range and corresponding number COC]?’\
Sub- with respect to the capacitance
class at 20 °C measured with and without |55, 15 0¢| _ 5571 85°C | —40/4 85 °C | <55/4 87T + 1 85[°C
lettir a d.c. voltage applied /\
coce Without With rated
d.c. voltage d.c. voltage 1 2 6
applied applied
2F +10 +10/-15 - N x -
2C +20 +20/-30 x x X - -
2D +20/—-30 +20/—40 - X —
oF +20/ 55 +20/—70 - x
2F +30/—80 +30/-90 A @ Ox
The¢ temperature range for which the t he
samefas the category temperature range.
5.8 Dimenfsions
Suggested rules for d
Spdcific dime
6. Muerking
6.1 Whenjrequir ble
cf the
a) RI
b)R
c¢) Tepperature coefficient and its tolerance (Class 1) or dielectric sub-class (Class 2), as applicable

(according to Sub-clauses 5.6 and 5.7).

d ) Manufacturer’s name or trade-mark.

e ) Climatic category.

f) Year and month (or week) of manufacture. This may be in code form (see IEC Publication 62).

* The

definition of the temperature characteristic of capacitance is given in I EC Publication 384-1B.

** Chip capacitors are generally not marked on the body. All of the marking shall appear on the package.
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6.2

6.3

g) Désignation de type du fabricant.

h) Référence a la présente norme et/ou a la spécification nationale applicable au condensateur.

Note. — Lorsqu’une désignation CEI est utilisée, soit pour le marquage d’un produit, soit dans la description de ce
produit,lefabricanta la responsabilité d’assurer que l'article satisfait aux exigences de la spécification correspondante.

La CE]J, en tant qu’organisme, ne peut accepter aucune responsabilité en la maticre.

Le marquage doit &tre lisible et ne doit pas étre altéré facilement lors des manipulations, mais il n’est
pas nécessaire qu’il résiste aux conditions d’un environnement humide.

Les condensateurs doivent étre marqués avec leur valeur nominale de capacité ainsi qu'avec le plus
possible des informations restantes jugées utiles. Toute redondance de l'information contenue
dans le marquage sur le condensateur doit étre évitée

6.4

6.5

7. | Essais de type

7.1

7.1{1

L’emballage contenant les condensateurs doit indiquer le nombre de s et toutes

les informations énumérées au paragraphe 6.1.

Tout marquage supplémentaire doit étre effectué de telle oir aucune

confusion.

SECTION TROIS — CONDITIO

Echantillonnage

Cette norme ne 3 i e n doit étre

rnisseur.

moins cing
5 1o tableau

une préro-

ne pattie d’une gamme compléte, ou des valeurs isolées, prévues dans cette norme, peuvent étref soumises aux
essaig e vue d’obtenir une homologation partielle.

rar

Ces—cssats petvent Ctu,, e—totalttéou—en Palt;\/, 1(/1,)\/;\,9 de temps -autre—sur—des—€chantillons
prélevés dans la fabrication courante afin de s’assurer que la qualité du composant répond toujours
aux exigences de la spécification.

Une défaillance au cours de ces derniers essais peut révéler des défauts de conception, qui n’étaient
pas apparus lors des essais originaux, ou simplement des défauts de fabrication que 'on devra

corriger.

Tout condensateur qui a été soumis a une partie quelconque des essais de type qui peuvent étre
considérés comme destructifs, ne doit, en aucun cas, étre utilisé sur un appareil ni reversé aux
stocks.
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¢') Manufacturer’s type designation.

) Reference to this standard and/or to the national specification appropriate to the capacitor.

MNote. — When an 1E C designation is used either for the marking of the product or in a description of the product, it is the
responsibility of the manufacturer to ensure that the item meets the requirements of the relevant specification.

The IEC as a body can accept no responsibility in this matter.

6.2 The marking shall be legible and not easily smeared or removed by rubbing with the finger, but
need not be able to withstand humid conditions.

6.3 The capacitors shall be clearly marked with rated capacitance and with as many as possible of the
remaining items as are considered useful. Any duplication of information on the capacitor shall be
zvoided

6.4 The package containing the capacitor(s) shall indicate the number of enclosed’c entsyand|all
of thg items of Sub-clause 6.1.

6.5 Any aflditional marking shall be so applied that no confusion can ari

SECTI S

7. Type tgsts

7.1  Sampling

7.1.1 This s - ample shall be representative of the range
of va i
""he 4 I
Any ive
speci
Tests
"This the
prerg
Note. &, or individual values, shown in this standard may be submitted to these tests in order to gain

7.1.2  Somebrallof thesetests—may berepeated{romtimeto-timeonsamples—drawnfromeurrent
production to confirm that the quality of the product still corresponds to the requirements of the
specification.

Irailure in the latter tests may show defects in design not apparent in the original tests or may
raerely indicate defects in production which need to be corrected.

7.1.3  Any capacitor which has been subjected to any of the type tests which may be considered

dlestructive shall not be used in equipment or returned to bulk supply.
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7.2 Programme des essais de type

L’échantillon doit &tre soumis aux essais du tableau VI ci-apreés, dans I'ordre indiqué.

Apres exécution des essais du groupe IA, il est prélevé quelques piéces qui sont scumises &
I'essai de soudabilité (groupe IB). Le reste de I'échantillon est alors monté et mesuré comme indiqué
au groupe 1IA et les condensateurs sont ensuite répartis en quatre parts soumises chacune a l'un
des sous-groupes du groupe IIB.

TABLEAU VI
Articles
Groupe Partie Essai Pul?l?crtion
d’essai d’¢échantillon ’ 384-1 de la
/\ CE1
IA Tous les spécimens Examen visuel et vérification des dimensi0 8 7
Capacité 1 10
Tangente de 'angle de pertes (tg ¢ 9. 11
Résistance d’isolement (Ri) 9.3 8
Tension de tenue 9.4 9
IB Quelques spécimens | Soudabilité (si apphcab \> 10.3 —
(voir note 2)
/\

IIA Tous les spécimens 7.6
restants 8 7
9.1 10
tg d) (voir note 1) 9.2 11
9.3 8
9.4 9
B | Partie \( 10.1 -
10.2 19
Ides de température 104 18
10.5 22
\N i coptinu de chaleur humide 10.6 23
Cogfficient de température («) 9.5.1 25

ou ou

Caractéristique capacité/température 952

Endurance 10.7 24

7.3 Conditions atmosphériques normales d’essai

Selon article 5 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

7.3.1 Sauf prescription contraire, tous les essais, mesures et reprises doivent étre effectués dans les
conditions atmosphériques normales d’essai définies au paragraphe 5.3 de la Publication 68-1 (1968)
de la CEI:

— Température:
— Humidité relative:

— Pression atmosphérique:

15°Ca3s5°C
45% a 75%.

86 kPa a 106 kPa (860 mbar a 1060 mbar).
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7.2 Scnedule for type tests

The sample shall be subjected to the tests in accordance with the following Table VI in the
order stated.

After the completion of the tests in Group IA, a few specimens shall be taken for the solderability
test (Group IB). The remainder of the sample is then mounted and measured as required for
Group IIA and is then divided into four parts which are tested in accordance with Group IIB.

TABLE VI
Clauses Clauses
Test and of
rou Sample part Test sub-claysgs EC
IS P of this Pub) tion|
W rd 384-
1A All specimens Visual examination and check of dimensions 8 \ \7\/
Capacitance 1 0
Tangent of loss angle (tan 6) p 1
Insulation resistance (Ri) Qx%\ 8
Voltage proof ! 9
L /
IB Few specimens Solderability (if applicable) 10.3 —
(see note 2) ﬁ
L 7\ IS
ITA All remaining Mounting \) 7.6
specimens Visual examination 8
Capacitance (see nd{e 1) 9.1 0
9.2 11
9.3 8
9.4 9
1B 10.1 —
10.2 19
104 18
i ) 10.5 22
Part 2 /\\\,D\mw >te 106 23
Part 3 mpexature coéfficient {«) 9.5.1 25
or or
(\ \Q‘npe ture characteristic 9.52
N\
4’>$4\ \ Endurance 10.7 24
L ~$
Notes 1]— Only purposes.
2|— Actual number to'be specified in the detail specification.

7.3 Standard atmospheric conditions for testing

Clause 5 of IEC Publication 384-1, with the following details:

7.3.1 Unless otherwise specified, all tests, measurements and recovery shall be made under standard
atmospheric conditions for testing as given in Sub-clause 5.3 of IEC Publication 68-1 (1968):

— Temperature: 15°Cto 35°C.
— Relative humidity: 45% to 75%.
— Air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
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7.3.2 Préconditionnement spécial ( pour les condensateurs de classe 2 seulement)

Sauf prescription contraire dans la spécification particuliére, le préconditionnement spécial,
lorsqu’il est spécifié dans la présente norme avant un essai ou une séquence d’essais, est effectué
dans les conditions suivantes: Exposition a la température maximale de catégorie, ou a tcute autre
température prescrite dans la spécification particuliére, pendant 1 h, suivie d’une reprisc de 24 h
dans les conditions atmosphériques normales d’essai.

Note. — Les condensateurs a di¢lectrique de classe 2 accusent une perte continue de capacité suivant une loi lozarithmique

(vieillissement naturel). Cependant, lorsque le condensateur est chauffé 4 une température au-dela du point de Curie
de son diélectrique, il se produit un phénomene de rajeunissement tel que la capacité perdue au cours du
vieillissement naturel est recouvrée, et le vieillissement naturel reprend dés que le condensateur se refroidit.

Le but du préconditionnement spécial est de mettre le condensateur dans un état déterminé indépendant de

son histoire antérieure (voir annexe B, article B4, pour complément d’information).

7.8.3  Essai d’arbitrage

— Température: 20 + 1°C.
— Humidité relative: 63% a 67%.
— Pression atmosphérique: 96+ 10 kPa (960

7.5

7.6

7.6.

de substrat d’essai est représent¢ & la figure 1, page 26. Si une autre méthode
doit étre appliquée, la procédure de montage doit étre clairement décrite dans la s

mi celles de

he humidité

tage dépend
u12'33, pur a

permettant

de montage
pécification

particuliere.

7.6.2 Lorsque les sorties métallisées du condensateur sont prévues pour un montage par
soudure, la procédure suivante doit étre appliquée:

a) La soudure utilisée, préformée ou en péte, doit &tre un alliage eutectique étain/p

refusion de

lomb a 2%

d’argent minimum associé 4 un flux non actif comme le prescrit la Publication 68-2-20 (1968)

de la CEIL Essai T: Soudure.

b) Le condensateur chipse est alors placé entre les surfaces métallisées du substrat d’essai de telle

sorte que ces surfaces soient en contact avec les sorties métallisées du chipse.
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7.3.2  Special preconditioning (for Class 2 capacitors only )

7.3.3 Refefee tests

7.4

7.5

7.6

7.6.1

7.6.2

Unless otherwise specified in the detail specification, the special preconditioning, when specified
11 this standard before a test or a sequence of tests, shall be made under the following conditions:
Exposure at maximum temperature or at such higher temperature as may be specified in the
cetail specification during 1 h, followed by recovery during 24 h at standard atmospheric conditions
for testing.

MNote. — Class 2 capacitors lose capacitance continuously with time according to a logarithmic law (this is called ageing).
However, if the capacitor is heated to a temperature above the Curie point of its dielectric, then “de-ageing” takes
place, i.e. the capacitance lost through “ageing” is regained, and “ageing” recommences from the time when the
capacitor recools.

The purpose of special preconditioning is to bring the capacitor to a defined state regardless of its previous
history (see Appendix B, Clause B4, for further information).

Foy referee tests, the standard atmospheric conditions for testing, se ronmx] Puyli-
catior] 68-1 (1968), Sub-clause 5.2, are the following:

-— Te¢mperature: 20 + 1°C.
-— Re¢lative humidity: 63% to 67%.

-— Ajr pressure: 96+ 10 kPa (960 + 100 mbar).
Prelimnary drying (for Class 1 capacitors only )
Clapise 6 of IEC Publication 384-1.
Measuling conditions

Capacitors of categories — 3t’a relative humidity of 70% maximum.

Mounting

Capakitors shall ke moix le substrate; the method of mounting will depend on the
capacitor copstructign. ate material (for example A1,03, 98% purity) shall not affect the
result pf
The sub 3 etallized land areas of proper spacing to permit mounting fof
capac It provide electrical connection to the capacitor terminals.

A typigal test Substrat€ is shown in Figure 1, page 27. If another method of mounting applies, the
method\should be clearly described in the detail specification.

When metallized terminations areas suitable for reflow soldering are provided, the following
mounting procedure applies:

a) The solder used in preform or paste form shall be silver-bearing (2% minimum) eutectic Sn/Pb
solder together with a non-activated flux as stated in IEC Publication 68-2-20 (1968): Test T:
Soldering.

b) The chip capacitor shall then be placed across the metallized land areas of the test substrate
so as to make contact between chip and substrate land areas.
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¢) Le substrat doit étre alors placé dans ou sur un dispositif de transfert de chaleur appropri¢
(bain de soudure, plaque chauffante, tunnel four, etc.) dont la température doit étre maintenue
entre 215 °C et 260 °C jusqu’a ce que la soudure fonde et reflue formant un congé homogéne de
soudure, mais pendant un temps n’excédant pas 10 s.
Notes 1. — Le flux doit étre enlevé a Paide d’un solvant approprié. Par la suite, toutes les manipulations doivent &tre

faites de fagon & éviter toute souillure. Toutes précautions doivent &tre prises pour maintenir la propreté
dans les chambres d’essai et pendant les mesures effectuées aprés essai.

2. — La méthode de montage décrite ci-dessus constitue également un essai de résistance a la chaleur de soudure.
La mesure des paramétres électriques est, pour cette raison, répétée apres le montage (voir table.iu d’essais,
groupe I1A).

3. — La spécification particuliére peut prescrire une plage de températures plus restreinte.

2 < v 4 icdos
Zones-de-reportmétatlisé

p11/79

Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

classe 1: <5V (valeur efficace) sauf spécification contraire dans la spe-
cification particuliére.

classe2: 10+ 02V (‘ aleur pf‘ﬁr\qre) pour la mesure 1.0 Vi (Valeur effi-

cace) pour les conditions d’arbitrage @ moins d’indication
contraire dans la spécification particulicre. '

— Fréquence: classe 1: Cgr < 1000 pF f= 1MHz +20% ou 100 kHz +20%
(fréquence d’arbitrage 1 MHz).

Cr > 1000 pF f = 1 kHz +20% ou 100 kHz £20%
(fréquence d’arbitrage 1 kHz).

* Lorsque des mesures sont effectuées avant et aprés un essai, les conditions de mesure doivent &tre les mémes dans chaque
cas.
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8. Visual &3

9.1

oA NN R
NN >
"\\\\\\\\\\k \\\\\\
/\('\ 3 7 \
P
q p < <j> )\//
~ 211179
IGU
camination and check ¢
Clayse 7 of IECfub
9. Electricdl tests
Capacitance *
Clayse 10 Qf IE i -1, with the following details:

¢, The

27—

substrate shall then be placed in or on a suitable heat transfer unit (molten solder, hot

plate, tunnel oven, etc.). The temperature of the unit shall be maintained between 215 °C and

260
long

Notes

°C, until the solder melts and reflows forming a homogeneous solder bond, but for not
er than 10 s,

s 1. — Flux shall be removed by a suitable solvent treatment. All subsequent handling shall be such as to avoid
contamination. Care shall be taken to maintain cleanliness in test chambers and during post-test
measurements.

2. — The above mounting procedure also comprises a resistance to soldering heat test. The measurements of
electrical parameters are therefore repeated after the mounting process (see test schedule, Group IIA).

3. — The detail specification may require a more restricted temperature range.

Land-area
Land-areas

)

\
//::>> J
27
C

|
v

Measuyiny

— Mg

asuring yoltage:\ Class 1: <5 r.m.s., unless otherwise specified in the detail specificatiof.

Class2:- 10 + 02 Vrms ; for measurement

1.0 V rms, for referee purposes, unless otherwise specified in
the detail specification.

— Frequency: Class 1: Cgr < 1000 pF f = 1MHz +20% or 100 kHz +20% (referee

* "When

frequency 1 MHz).

Cr > 1000 pF f = 1kHz +20% or 100 kHz +20% (referee
frequency 1 kHz).

measurements are made before and after a test, the measuring conditions employed shall be the same in each case.
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classe 2: Cgr < 100 pF f = doit étre prescrite dans la spécification

particuliére.

Cr > 100 pF f = 1 kHz +20% pour la mesure
(fréquence d’arbitrage 1 kHz).

Précision

La précision de la mesure doit étre telle que 'erreur ne dépasse pas 10% de la tolérance sur la
capacité nominale pour les mesures en valeur absolue ou 10% de I'exigence relative a la variation

de capacité suivant le cas.

Toute variation de température due aux manipulations doit étre évitée.

Exigences

La valeur de la capacité, mesurée avant montage, doit correspond
tenu de la tolérance spécifiée. :

obtenue par extrapolation, correspondant a u
cations, se reporter a 'annexe B).

2 Tangente de I'angle de pertes (tg &

ur les essais

it¢ est celle,
ur les expli-

ntes:

valeurs indi-

Tangente de I'angle de pertes (tg ) en 1074

cité ngminale

d’un accord entre utilisateur et fournisseur

+100 = o > 750 —750 =z & > 11300
et SL (1C) et UM (1Ip)
Cr 2 50 15 20
150 150
5=Cr<50 L5t —+7 2l — +7
Cyr Cr
Co <5 Lorsque la mesure est demandée par lutilisateur, la limite doit fuire Pobjet
R

La tangente de Pangle de pertes mesurée aprés montage sert seulement de référence pour les essais

suivants.
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Class2: Cr < 100 pF f = to be specified in the detail specification.

Cr > 100 pF f = 1kHz +20% for measuring purposes and
1 kHz for referee tests.

Accuracy

Ths accuracy of capacitance measurement shall be such that the error does not exceed 10% of the
tolerance on the rated capacitance for measurements of absolute capacitance or 10% of the
requirement for capacitance variation, as applicable.

Temperature variation due to handling shall be avoided.

Rejuire

Thz capacitance value, as measured in the unmounted state, shall correspond

taking

Thz ca
PUIposs

For ref
po'ated

9.2 Tangent

ments

nto account the specified tolerance.

pacitance as measured in the mounted state according to €
s only in further tests.

tree measurements of Class 2 capacitors, the capacitpne
to an ageing time of 1000 h (for explanation, see A

=
el
¢}
o
>
o
~
¢

f loss angle (tan &)

Cleuse [l of IEC Publication 384-1, with the fog deta
Claoss 1lcapacitors
Measurjng conditioii sam
Requirgments
Th: tarjgent of thecloss a ; d/in the unmounted state shall not exceed the following
values: (\
AN Tangent of loss angle {tan é) in 104
ted cita
(pE +100 > & > 750 750 > & > —1500
and SL (1C) and UM (1D)
Cr’ = 50 15 20
150 150
5= Cr <50 1.5<~— +7> 2<—+7>
CR CR
Ce <5 When the measurement is required by the user, the limit shall be agreed
R upon between user and supplier
The tangent of the loss angle as measured in the mounted state is for reference purposes only in

furiher tests.
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Condensateurs de classe 2
Conditions de mesure: les mémes qu'au paragraphe 9.1.

Précision

L’appareil de mesure doit avoir une précision telle que I'erreur de mesure ne dépasse pas 0,001.

Exigences

La tangente de I'angle de pertes mesurée avant montage ne doit pas dépasser 0,035, ou la valeur

donnée par la spécification particuliére.

La tangente de I'angle de pertes mesurée aprés montage au groupe I
pour les essais suivants.

93 Résistance d’isolement (Ri)

essai. Avant la mesure les condensateurs doivey nt déchargés.

9.3.1 Conditions de mesure

La tension a appliquer est i

e :
ension n&@ Tension de mesure
MNERNYASIN v
N
\<1~90_J

: 10+ 1
0) XU, 2300 100 + 15
D500 500 + 50

MUR < 100V, la tension de mesure peut avoir toute valeur
infétieure ou égale & Ug, la tension d’arbitrage étant de 10 V.

la résistance interne par la capacité nominale du condensateur
utre prescription dans la spécification particuliére.

La résistance d’isolement ( Ri) doit étre mesurée 4 la fin de la période de 1 min.

=

9.3.2 Exigences

Condensateurs de classe 1

Pour les condensateurs dont Cr < 10nF Ri = 10000 MQ;
Cr > 10nF Ri-Cgr = 100s.

A

Condensateurs de classe 2

IA

Pour les condensateurs dont Cr < 25 nF Ri = 4000 MQ;
Cr > 25nF Ri-Cr = 100s.

12 référence

Selon article 8 de la Publication 384-1 de la CEI, compts uivaptes:
Avant P’essai les condensateurs doivent étre soigneuserents le retirer tgure souillure.
On doit prendre soin de maintenir la propreté dans le essal et lors des mesures apres

La résistance

o

RN

ne doit pas


https://iecnorm.com/api/?name=c570f8a1699e3dbc56fdea44dcc84b57

31—
Class 2 capacitors
N'easuring conditions: same as in Sub-clause 9.1.

Accuracy

The accuracy of the measuring instruments shall be such that the measuring error does not

exceed 0.001.

Requirements

The tangent of loss angle in the unmounted state shall not exceed 0.035, or the value given in the

detail specification.

Thae tqngent of the loss angle as measured in the mounted state according to
refererjce purposes only in further tests.

9.3 Intulation resistance (Ri)

Clagse 8 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Prigr to the test, capacitors shall be carefully cleaned to rem
shall he taken to maintain cleanliness in the test chambey
Before
measufed between the terminations.

9.3.1 Meas

The

ring conditions

voltage to be applied is given below;

s \> mg voltage
-

10+ 1
100 £ 15
500 + 50

The

The
exceed

The
The

scribed in the detail specification.

nsulation resistance (Ri) shall be measured at the end of the 1-min period.

roup NAAis”f]

Ssistance and the rated capacitance of the capacitor shall nd

[c

Candl

9.3.2 Requirements

Class 1 capacitors

For capacitors with Cr < 10 nF Ri = 10000 MQ;
Cr > 10 nF Ri-Cr = 100s.

Class 2 capacitors

For capacitors with Cr < 25 nF Ri = 4000 MQ;
Cr > 25nF Ri-Cg = 100s.
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9.4 Tension de tenue (rigidité diélectrique )

Selon article 9 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

9.4.1 Conditions d’essai

La tension a appliquer est indiquée ci-dessous:

Tension nominale Tension d’essai
v) v)
<500 2,5 Ug
500 LS I 4 500

essais de contrdle de fabrication.
La résistance interne de la source de tension (r) doit &tre

Le courant de charge ne doit pas dépasser 0,05 A.

9.4.2 Exigence

Il ne doit y avoir ni perforation ni conto

9.p

9.p.1

La variation de capacité aux températures minimale et maximale de la catégorie (|

blus pour les

suivantes:

bt a d’autres

warticnlisre) ne dait nac
SFHSEISFS RGP+

dépasser les

" I3 4 M + At Aol A A la crnAnif nts s
CHIPUTATUTITS JUT PLU VT LTI O S PULITIVE S Al Ta - S pPovIvat o

limites indiquées au tableau IV.

La dérive de capacité aprés cycle thermique ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-dessous:

+100 2 « > —150

—150 > « > —1500
et SL (1C) et UM (1D)

—1500

0,3% ou 0,05 pF*

1% ou 0,05 pF*

2% ou 0,05 pF*

* La plus grande de ces deux valeurs.
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9.4 VYoltage proof
Clause 9 of IEC Publication 384-1, with the following details:

9.4.1 Test conditions

The voltage to be applied is given below:

Rated voltage Test voltage
v) v)
<500 2.5 Uy
300 1.5 rrR + 500

Thq voltage shall be applied for 1 min for type test and for 2 s maximum, £o¥actory 108ts.

Thelinternal resistance of the voltage source (r) shall be such that r

The|charge current shall not exceed 0.05 A.

9.42 Requirement

Thefe shall be no breakdown or flashover during t}

9.5 Temperpature characteristics
9.5.1  Tempgrature coefficient (a)

For Class 1 capacitors on

Sub-clause 25.1 of

9.5.1.1 Preliminary dryi

Thecapacitors g

9.5.1.2 Med
Sub+/

9.5.1.3 Regqdi

The [capaeitance deviation at upper and lower category temperature (and at such othdr
ternperptiires as may be Qp"";‘q“’* in-thedetail SpSCiﬁCGtiuﬁ) shalretexeeed—the—tmrits giVCIl T

Table IV.

The temperature cyclic drift of capacitance shall not exceed the following limits:

~150 > & > —1500
> J— —
+100 = @ > ~150 ' and SL (1C) and UM (1D) 1500

0.3% or 0.05 pF * l 1% or 0.05 pF* 2% or 0.05 pF* J

* Whichever is greater.
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9.5.2 Caractéristique capacité/température
Pour les condensateurs de classe 2 seulement

9.5.2.1 Préconditionnement spécial

Selon paragraphe 7.3.2.

9.5.2.2 Conditions de mesure

Selon paragraphes 25.1.2 et 25.1.3 de la Publication 384-1B de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

Température Référence a P'intérieur du cycle Applicatian de tensidn (Jr)
(°C) de température contintie

20 £2 a
Th+3
20 £2
T, +2
T, +2
20 £2
T +3
20 +2

A
A

Ty = température minimale de catégorie.
T, = température maximale de catégorig!

|

Notes 1. — — indique qu’il n’y a pas d’applicatiqn d¢
x indique qu’il y a application ¢ tension sQ
< ss intermédiaires telles que la conformité ayx cxigences du

Magraphe 7.3.2, les valeurs de capacité mesurées ayx iempératures
ension continue appliquée sont fonction du temps. Cette fépendance du
&s pour la variation de capacité. La variation de capacité entre les
pératures référencées «a» indique le vieillissement implifjué. En cas de
edures sous tension continue, il est judicieux de convenir d’fin intervalle de

pacité/température, avec ou sans tension continue appliguée,[ne doit pas

10+—=dheérence

10.1.1 Conditions d’essai
Saufprescription contraire, les condensateurs doiventétre montés conformément au paragraphe 7.6.
Une force de 5 N doit étre appliquée. Le point d’application de la force devrait étre le centre de
la face du chipse perpendiculaire au substrat et paralléle a la ligne joignant le centre des sorties.
10.1.2 Examen et exigences finals

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement. Il ne doit pas y avoir de dommage visible.
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9.5.2 Temperature characteristic of capacitance
For Class 2 capacitors only

9.5.2.1  Special preconditioning
Sub-clause 7.3.2.

9.5.2.2  Measuring conditions

Sub-clauses 25.1.2 and 25.1.3 of IEC Publication 384-1B, with the following details:

Temgeé?ture Temperature reference D.C. voltage (Ux) applied

N

20 + 2
ht3
20 £2
T, t2
T, £2
20 £2
i3
20 +2

I i e A > N - i

—_—

Ty = Iqwer category temperature.
T: = upper category temperature.

Notes I} — — indicates: no d.c. voltage applied.
x indicates: d.c. voltage applied.

2l — Measurements shall be made at such i
clause 5.7 are met.

3| — Reference capacitance ig'th

N
j=e]
&
a
8
c
w
&
]
o)
o
=2
&
L8
@
a
<3
w«
o
w
é
=
[wr)
A
=]
o
=
&
=
[»)

reference “f” “g” s

9.5.2.3 Requirements

The (8 of capacitance with or without d.c. voltage applied shall 1

erceed \ Vel i & V/(Sub-clause 5.7).

10. Environmentaltest

10.1 Adheslan

temperaturg, refergnce *a” %
measuremy ithy.c. ag Rli is adyisgble to agree upon a ﬁxed time interval between measureme;
at temperaturgreferd 2 N

hre
he
at
of
hts

10.1.1  Test conditions

Unless otherwise specified, the capacitors shall be mounted according to Sub-clause 7.6.

A force of 5 N shall be applied. The point for applying the force should be the centre of the face of
the chip which is vertical to the substrate and parallel to the line joining the termination centre.

10.1.2  Final inspection and requirements

The capacitors shall be visually examined. There shall be no visible damage.
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10.2 Vibrations

Selon article 19 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

10.2.1 Conditions d’essai
Les condensateurs doivent étre montés (paragraphe 7.6).

L’essai Fc de la Publication 68-2-6 (1970) de la CEI doit étre appliqué avec le degré de
sévérité suivant:

Gamme de fréquences: 10 Hz & 500 Hz.
Amplitude du déplacement ou accélération: 1,5 mm ou 10 g
Duréetotate: 6t

10[2.2  Examen et exigences finals

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement. Il ng~doit oir de hage visible.

1013  Soudabilité ( si applicable )

10.3.1  Préconditionnement spécial ( pon

Selon paragraphe 7.3.2.

Mesure initiale

230 + 10°C.

gateurs doivent étre complétement immergés pendant 4 + 1s.|

Les condénsateurs doivent étre laissés pendant 24 4+ 2 h dans les conditions atmjosphériques
normales d’essai.

10.3.5 Examen, mesures et exigences finals
Les condensateurs doivent étre examinés visuellement.

Les surfaces métallisées correspondant aux sorties doivent &tre recouvertes au moins a 60% d’une
couche de soudure uniforme et ne doivent pas présenter de démétallisation ou de dissolution des
sorties par la soudure. Le controle peut étre facilité en utilisant un étalon visuel convenu. Les 40%
restants peuvent contenir de petits trous ou des points rugueux, mais ceux-ci ne doivent pas €étre
concentrés dans une seule zone.
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10.2  Vibration

Clause 19 of IEC Publication 384-1, with the following details:

10.2.1 Test conditions

The capacitors shall be mounted (Sub-clause 7.6).

Test Fc of IEC Publication 68-2-6 (1970) shall be applied with the following degree of severity:

Frequency range:
Displacement amplitude or acceleration:

10 Hz to 500 Hz.
I.5mmor 10 g.

Total

10.2.2 Fing
The

10.3 Solde

10.3.1  Spe

SuH

1032 Init

Thd

10.3.3 Test

Tes

deviations:

Temp

Iimme¢)

10.3.4 Rec
The

] 4 £l
IULTALIVIT . U 1L

[ inspection and requirements

capacitors shall be visually examined. There shall be no visible da

ability (if applicable)

tial preconditioning (for Class 2 capagitors onl

-clause 7.3.2.

al measurement

capacitance shall be

conditions
T of Sub@

testing

10.3.5 Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined.

Termination areas shall be at least 60% covered with a smooth solder coating and shall exhibit
no demetallization or leaching of the terminations. The inspection may be facilitated by using an
agreed visual standard. The remaining 40% may contain small pinholes or rough spots, but these

shall not be concentrated in one area.
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La capacité doit étre mesurée selon le paragraphe 9.1; la variation ne doit pas dépasser:

Pour les condensateurs de classe 1

a nominal en 107¢/°C Exigences *

+100 z &« =2 ~750 1% ou 1 pF

—750 > &« = —1500

o,
et SL (1C) et UM (1D) 2% ou 1 pF

* La plus grande de ces deux valeurs.

Pour les condensateurs de classe 2

Sous-classe

2B et 2C
2D
2E et 2F

Note. — Voir paragr

clus.)

n de 30 min

10.4.4 Reprise

Les condensateurs doivent étre laissés pendant 24 + 2 h dans les conditions atmosphériques
normales d’essai.
10.4.5 Examen, mesures et exigences finals
Les condensateurs doivent étre examinés visuellement.
1l ne doit pas y avoir de dommage visible.

La capacité doit étre mesurée selon le paragraphe 9.1; la variation ne doit pas depasser:
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capacitance shall be measured according to Sub-clause 9.1, the change shall not exceed:

For Class 1 capacitors

a rated in 1076/°C Requirements *

+100 2 & = —750 1% or 1 pF

—750 > & = —1500

% or 1 pF
and SL (1C) and UM (1D) 2eorlp

* Whichever is greater.

For C

104 Rapid

ass 2 capacitors
Sub-class Requirements (\
2B and 2C +10%
2D +15% \
2E and 2F A 20%

Note. — See Sub-clause 5.7 for ex

t&gn))gt € @s.

change of temperature

Cl

(Mot al[)plicable to climatic gate
a

)

se 18 of IEC Publicat

ial precom@n
clause 7.3.2.

¢ temperatures

very

h

The capacitors shall be subjected for 24 + 2 h to standard atmospheric conditions for testing.

10.4.1  Sped
Sub
10.4.2 Initi
The
10.4.3 Test
Test]
extrem
1044 Rec
10.4.5

The

Final inspection, measurements and requirements

capacitors shall be visually examined.

There shall be no visible damage.

The

capacitance shall be meastired according to Sub-clause 9.1, the change shall not exceed:
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Pour les condensateurs de classe 1

o nominal en 10~¢/°C Exigences*

+100 > a = —750

et SL (1C) et UM (1D) 1% ou 1 pF,
—750 > a 2 —1500 2% ou 1 pF
* La plus grande de ces deux valeurs.
Pour les condensateurs de classe 2
Sous-classe EXigences 7
2Bet 2C . 110%

2D +15%
2E et 2F +20%
Note. — Voir paragraphe 5.7 pour l'explica 'on&

Selon article 22 de 1a Publication 384-1 de la

S5 Séquence climatique

Selon paragraphe 7.3.2.

5.2  Mesure initiale

5.5 \Eroid

Salon naran
oC1of-patayg

raphe22:4-delaPublication384-1 de la CEL compte tenu des modalitél

Durée: 2 h.

Examen et exigences finals
Les condensateurs doivent étre examinés visuellement.

Il ne doit pas y avoir de dommage visible.

suivantes:

* Jusqu'au 1 janvier 1980, Pessai accéléré de chaleur humide (essai D de la Publication 68-2-4 (1960) de la CEI) peut étre

encore utilisé en variante. Cependant, I'essai Db est préférentiel.
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For Class 1 capacitors

« rated in 107%/°C Requirements *

+100 =2 o = —750
1% or 1 pF
and SL (1C) and UM (I1D) oorlp

—750 > ¢ = —-1500 2% or 1 pF

* Whichever is greater.

For Class 2 capacitors

Sub-class Requirements

2B and 2C +10%
2D +15%

2E and 2F +20%

Note. — See Sub-clause 5.7 for explanation of the code

10.5 Climgtic sequence

Clduse 22 of IEC Publication 384-1, with the following

10.5.1 Spetial preconditioning (for Class 2 captcivers o

Suby-clause 7.3.2.

10.5.2 Iniffial measurement

The¢ capacitance shall b

10.5.3  Dry heat

Sub-clause 22@1

Duralion: 16 h.
Mo final measure
10.5.4 Dampnp hedt
For 4
Publifation 68-2%

10.5.5 Cold

Sub-clause 22 4 of IEC Publication 2?4-1, with the fn”nwing details-

Duration: 2 h.

Final inspection and requirements
The capacitors shall be visually examined.

There shall be no visible damage.

* Until 1st January 1980, alternatively the accelerated damp heat Test D (IEC Publication 68-2-4 (1960)) may still be used.
However, Test Db is preferred.


https://iecnorm.com/api/?name=c570f8a1699e3dbc56fdea44dcc84b57

— 4 —
10.5.6  Essai cyclique de chaleur humide, essai Db*, cycles restants

10.5.6.1 Selon paragraphe 22.6 de la Publication 384-1 de la CEI pour les conditions d’essai et selon
Publication 68-2-30 (1969) de la CEI, sévérité b (55 °C), pour la méthode d’essai.

10.5.6.2 Conditions d’essai

Aucune tension n’est appliquée.

Catégorie Nombre de cycles de 24 h
—/-/56 5
—-/-/21 i
-/~/10 0
—/-/04 0
) AN O\

14.5.6.3 Reprise

Les condensateurs doivent étre laissés pendant 1 h a ndensatepss de ¢lasse 1¥* et
pendant 24 + 2 h pour les condensateurs de classe 2 S| osphériques normales
d’essai.

1(.5.7 Examen, mesures et exigences finals
Les condensateurs doivent €re
Il ne doit pas y avoir de domm

Les condensateurs doivent &tife me atisfaire aux exigences suivantes

Pour les condensdteursnde(class

N ~
e \—/ .
Mesure ditio \ « nominal Exigenceb
/\ messure et (sous-classe)

_ (1A) Variation de cgparité
+100 2o = —750 {1B) <2% ou 1 bED

7>

+100 = o > —750 {IF)

. 1C
Capaci aragbaphe 9.1 SL (16)

Variation de cgparité
<3%oul pFi

~750 > & > —1500{!E)

D)
UM
Fangent® de IM Paragraphe 9.2 Tous « et sous-classes <2 fois les valeurs
de pertes du paragraple 9.2
Résistance d’isolement Paragraphe 9.3 Tous « et sous-classes >2500 MQ ou 2552

1) La plus grande de ces deux valeurs.
2 La plus petite de ces deux valeurs.

Note. — Voir paragraphe 5.6 pour 'explication du code.

* Jusqu’au 1° janvier 1980, I’essai accéléré de chaleur humide (essai D de la Publication 68-2-4 (1960) de la CI-I) peut étre
encore utilisé en variante. Cependant, 'essai Db est préférentiel.

** Sj les condensateurs ne répondent pas aux exigences, ils peuvent étre & nouveau mesurés aprés une période de
reprise de 6 h a 24 h.
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10.5.6  Damp heat, cyclic test Db*, remaining cycles

10.5.6.1

Publication 68-2-30 (1969), severity b (55 °C).

10.5.6.2

Conditions of test

For test conditions, see Sub-clause 22.6 of 1 EC Publication 384-1, and for the test method, IEC

No voltage applied.
Category No. of cycles of 24 h
-/~/56 5
-/-/21 1
~/~/10 0
/04 0 /\<

10.5.6.3 R¢covery

Thq capacitors shall be subjected for 1 h to 2 h for Class 1 capagitsrs ** ang for 24

Class P capacitors to standard atmospheric conditions for testin

10.5.7 Fingl inspection, measurements and requirements

Thg capacitors shall be visually exam

The
The

For (

re shall be no visible damage.

iged. %
capacitors shall be measured and shall meet the{0 g requirements:
lass 1 capacitors
N ~

2ht

Mgasurixg
/\:on jtions

rated
nd fSub-class)

SL

1F
—750 > a > —1500§1D))
UM

Mc:asurgment Requirements
_ (14) Capacitance change
NOO 242770 4y <2% or 1 pFD)
\/
- (1F)
Capacitance +100 2 & > —750 (1)

Capacitance change
<3% or 1 pFl

Tanger t of 1pss
angle

Sub-clause 9.2

All o’s and sub-classes

<2 times the value
of Sub-clause 9.2

Insulation resistance

Sub-clause 9.3

All s and sub-classes

>2500 MQ or 2552

1) Whichzver is greater.
2) Whichzver is less.

Note. — Lee Sub-clause 5.6 for explanation of the codes.

* Until 1st January 1980, alternatively the accelerated damp heat Test D (IEC Publication 68-2-4 (1960)) may still be used.
However, Test Db is preferred.

** When the capacitors fail to meet the requirements, they may be measured again after a recovery period of 6 h to 24 h.
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Pour les condensateurs de classe 2
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Exigences
Mesure Conditions de mesure
Sous-classes Sous-classe Sous-classes
2Bet 2C 2D 2E et 2F
. AC AC AC
Capacité Paragraphe 9.1 — < +10% — < +15% — < =20%
C C C
Tangente de I'angle qn-3 in-3 40-3
de pertes Paragraphe 9.2 tg 6 <5010 tgs <70-10 tgé <70-10
Résistance d’isolement Paragraphe 9.3 Ri = 1000 MQ m
ux valeur
N

(la plus petite de cg

Ngte. — Voir paragraphe 5.7 pour I'explication du code.

10.6  Essai continu de chaleur humide

10.6.2 Mesure initiale

Selon paragraphe 7.3.2.

Selon article 23 de la Publication 384-1 de la CEI,

14.6.1 Préconditionnement spécial ( pour les condensd

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement.

lités suivaptes:

hliere.

€tre laissés pendant 1 h & 2 h pour les condensateurs dq classe 1* et
es condensateurs de classe 2 dans les conditions atmosphériqyes normales

It e doitpas y avoir de dommtage visibie:

Les condensateurs doivent &tre mesurés et doivent satisfaire aux exigences suivantes:

* Sj les condensateurs ne répondent pas aux exigences, ils peuvent étre & nouveau mesurés aprés une période de reprise

de6ha24h
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I'or Class 2 capacitors
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Requirements

Measurement easuring conditions Sub-classes Sub-class Sub-classes
2B and 2C 2D 2E and 2F
. AC AC AC
Capacitance Sub-clause 9.1 < < +10% < < +15% < < £20%

Tangent of loss

Sub-clause 9.2

tan 6 < 50-1073

tan 6 <70-1073

tan § < 70-1073

ang'e

Insulation 1

Ri 2 1000 MQor Ri-Cg 2

Sub-clause 9.3 (whichever is less)

Esistance

Sub-clause 7.3.2.

Note. — See §
10.6  Damj
Cl4
10.6.1 Spq
10.6.2 Ini1
Th
10.6.3 Cos
No
10.6.4 Red
Th
Class
10.6.5 Fin

Th
Th

ub-clause 5.7 for explanation of the codes.

b heat, steady state

use 23 of IEC Publication 384-1, with the following detai

cial preconditioning (for Class 2 capacitors only)

ial measurement

iditions of test

Voltége shal] be 4

e capacitors shall be visually examined.

brenshall be no visible damage

for

The capacitors shall be measured and shall meet the following requirements:

* If the capacitors fail to meet the requirements, they may be measured again after a recovery period of 6 h to 24 h.
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Pour les condensateurs de classe 1

46 —

Mesure Conditions o nominal Exigences
de mesure et (sous-classe)
N (1A) Variation de capacité
+100 2@ = —750 () <2% ou 1 pF!
>a > — (1F)
Capacité Paragraphe 9.1 +100 2 a 750 (1C)

SL

~750 > & = —1500{{F)

Variation de capacité
<3% ou 1 pFl

UM
Tangente de I'angle , y 2 fois les-vajeurs
de pertes ~ Paragraphe 9.2 Tous a et sous-classes du pacagtapht 9.2
Résistance d’isolement Paragraphe 9.3 Tous « et sous-classes D552

) La plus grande de ces deux valeurs.
2 La plus petite de ces deux valeurs.

Note. — Voir paragraphe 5.6 pour I'explication du code.

Paur les condensateurs de classe 2

A

(e
N\

.
RO e

M -
esure Conditions de mesur . ek J Sous.classe Soul-clasees

f- %20 2D 2Het 2F

£
. A AC
Capacité Paragraghe 9 < +19% — < +15% <1 +:20%
N \-/

Tangente de Pangle te 8 < 50-10-3 5 < 70-10- -

de pertes & Paragiqphe g 5 < 50-10 tgé < 70-10 tgs § 70-10

Paxagrap

Ri > 1000 MQou Ri-Cr =255
(la plus petite de ces deux valeurs)

Résistance d’is?ng

10{7.1

our lexplication du code.

de la Publication 384-1 de la CET, compte tenu des modalités suivar

Préconditionnement spécial ( pour les condensateurs de classe 2 seulement )

10.7.2

ol 1.
STIoTr paragrapie

Mesure initiale

730
D

La capacité doit étre mesurée selon le paragraphe 9.1.

10.7.3

Température:
Tension:
Durée:

Conditions d’essai

température maximale de catégorie.
1,5 fois la tension nominale (Ug).

1000 h.
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For Class 1 capacitors
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M:asurement

Measuring
conditions

o rated
and (sub-class)

Requirements

Capacitance

(14

+100 > > ~750 (&)

Capacitance change
<2% or 1 pFD

Sub-clause 9.1

1F,
+100 = = ~750 (8)
SL

1F,
~750 > a = ~1500{1F)
UM

Capacitance change
<3% or 1 pFD

Tangeat of
angle

Sub-clause 9.2

All &’s and sub-classes

<2 tinfes the value
-clause 9.

Insula :ion rgsistance

Sub-clause 9.3

All o’s and sub-classes

D Whichever
2) Whichever

Note. — See S

s greater.
s less.

hb-clause 5.6 for explanation of the codes.

Ry
2AX

For Cluss 2|capacitors (\ /\
N N
) & & ( &quircme}}s/
Measurgment Measuring conditions lassod M s Sub-classes
2B an(d2\C 2D 2E and 2F
) A . AC AC
Capacitance Sub-clauée 9.1 /X +10% — < *1% o S £20%
: ™ )
Taaﬁxggell.it offpss (\% -Lgué% WIS 501073 tan 6 < 701073 tan § < 70-1073

Insulation rgsistance

Ri = 1000 MQor Ri-Cx = 25s
(whichever is less)

Note. — ee Syb-claus

10.7 Endur
Clagse 24

Spedial’preconditioning (for Class 2 capacitors only )

The capacitance shall be measured according to Sub-clause 9.1.

upper category temperature.
1.5 times the rated voltage (Ug).

10.7.1
Sub-clause 7.3.2.
10.7.2  Initial measurement
10.7.3  Conditions of test
Temperature:
Voltage:
Duration:

1000 h.
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10.7.4 Reprise

Les condensateurs doivent étre laissés pendant 24 + 2 h dans les conditions atmosphérigues nor-
males d’essai.

10.7.5 Examen, mesures et exigences finals
Les condensateurs doivent étre examiné€s visuellement.
Il ne doit pas y avoir de dommage visible.

Les condensateurs doivent étre mesurés et doivent satisfaire aux exigences suivantes:

Pour les condensateurs de classe 1

Mesure Conditions o nominal Eence
de mesure et (sous-classe) /\ (\
Se > — {1 \ Varration\de Sgpacité
+100 2 « 750 {{g)i\\\\<3 on 1 bE

Capacité Paragraphe 9.1 : +100=a= = 0 &

12

Variation de cjpazité

(1
<5% oul pF"
f\”’

Paragraphe 9.2 Tous\z €t/so -classe < 1,5 fois les valeurs
du paragraplfe 9.2

Tangente de 'angle
de pertes

A

Résistance d’isolement Paragraphe 9.3 “T s\@s-classes 24000 MQ ouf40 52
N\

D |La plus grande de ces deux ale}s\(
2 |La plus petite de ces deux valeurs.

~

Ndgte. — Voir paragraphg 5.6 Youx]’

Pour les 0@\
A\

\/ Exigences
58S d
esur ditions de mesure Sous-classes Sous-classe Souk-classes
2Bet 2C 2D 28 et 2F
A\
N \ \) AC AC AC
Capacit Paragraphe 9.1 — < +20% . — < +20% — £ =20%
C C C
Cahgente de angle s -3 3 -3
WY oot Paragraphe 9.2 tg o < 50-10 tg 6 < 70-10° tg s § 70-10
. ). Ri 22000 MQou Ri-Cgr = 50s
Résistance d’isolement Paragraphe 9.3 (la plus petite de ces deux valeurs)

Note. — Voir paragraphe 5.7 pour 'explication du code.
11. Programmes des essais pour le contrdle de la conformité de la qualité

A Pétude.
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10.7.4  Recovery

The capacitors shall be subjected for 24 + 2 h to standard atmospheric conditions for testing.
10.7.5 Final inspection, measurements and requirements
The capacitors shall be visually examined.

There shall be no visible damage.

The capacitors shall be measured and shall meet the following requirements:

For Class 1 capacitors

/\
Measuring o rated

M g

casurpment conditions and (sub-class) eq “'
— (1A) apagitance\change

100 =& = =750 iy <”\i5§§§§§;?&>
- ( )
Capacitancs Sub-clause 9.1 +100 = "‘ = 750

—JW>¢>—1%“

f‘?

Tangent of Joss

Sub-clause 9.2

All s and sub-c! sses

angle

< 1.5 times the value
of Sub-clause 9.2

Insulation 1

Esistance

Sub-clause 9.3

M(?%?ih§§>

>4000 MQ or 40s 2

) Whichever
2) Whichever

Note. — See §

For (

s greater.
s less.

ib-clause 5.6 for expl

lass 2 capacz;or

WQK‘:\

\&\s ition

Requirements

Mzasurqment Sub-classes Sub-class Sub-classes
2B and 2C 2D 2E and 2F
:\ \\\2 AC AC
Capac tancq Sub-clayse 9.1 < < +20% vl = +20% — < +20%

Tangent of |

angle

Sub-clause 9.2

tanJd < 50-1073

tan 6 < 70-1073

tang < 70-1073

Insulaiion resistance

Sub-clause 9.3

Ri = 2000 MQ or Ri-Cg
{(whichever is less)

> 50s

Note. — See Sub-clause 5.7 for explanation of the codes.

11.  Schedules of test for quality conformance inspection

Under consideration.
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